
ВЫБОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ФОТОДАТЧИКОВ д л я  СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАСПЛАВЛЕННОГО ЧУГУНА В 

УСТАНОВКАХ ТИПА КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ

Е.П^Соколов, В.В.Гераідвнко, 
В«В,ПисариКу Д^ДДонькин

Для ивмерения и регулирования медленноменяющихся фиаическиз  ̂
параметров (уровень, температура и т,д*) высокотеш. :ратурньа рас*̂  
плавов целесообразно использовать изменение интенсивности их из* 
лучения для получения сигналов управления*

В настоящее время на многих металлургических предприятиях 
измерение уровня расплава производится визуально, что значительно 
снижает качество изделий* І

Авторами в качестве элементов для восп] иятия излучения рас­
плава были применены фотосопротивления* При этом отсутствует не­
посредственный контакт чувствительного элемента прибора с метал­
лом, что дало возможность осуществить дистанционный контроль из- 
мене’шя уровня расплава в кристаллизаторе*

Фотоприемник состоит из двух направляющих каналов светопрово­
да, двух оптических фокусирующих оистеи, лувствительша фотосопро- 
ТИВЛ6НИЙ и сдвоенного дифференциального моста переменного тока*
На рио* I приводится блок-схема фотоприемвика*

Канал I фотоприемннка сфокусирован на верхний предел уровия 
расплава'в кристаллизаторе, канал П -  на нижний* Излучение моверх- 
ности расплава воздействует на ч;увотвителыше алементм олвоеішого 
моста, которые включены в его противофазные плечи* Благодаря та­
кой схеме включения иа выходе сілвоенного моста сигналы будут 
рролорциональиы по величине и соответствовать во знаку отклонешіш 
уровня расплава от номинального*^ Практически точность измерешш 
уровня ограничивается волнистостью поверхности раовлава яри отлив­
ке и ваходитоя в пределах (3tS) мм от номинала»

Осуществлению автоматичеокого коятрсош техиолотеокого про­
месса данным методом предиеотвовало изучение лучеиопуохатедьвой 
способности жидкого металла* Характер спектрального распрвделеиш^ 
іучейспускательной способности дЬя жидких металлов позволяет вы-
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Рис. 2 .
Энергия йзлучеййЯгдаі черного хела дои 
leunepaiypax ЮОО'ПСкривая I )  i: 200G®

(кривая 2 ) .
брать наиболее рациональное для )<анного иеталяа аваченне аффектив­
ной длины волны, при которой энергия излучения иахсвиальна.

По технический усяовияы. твішвратура чугуна в криоталлиааторе 
находится в пределах 1240-1300°, Иахучательная споообвооть тех 
этих тенпературах Д /  ииеет иакойиун излучения на длине водны 
Л 1*2,0-2,2 ик (рис. 2 ) ,

Проведенный в ходе работ аналиа похаэаа, что из всех фото-
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Сдектральные характеристики фотоооаротиалевий 
типа ФСК (а) и ФСА (б).
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элементов, применяемых в промышленности, наиболее приемлемыми для 
применения являются фотооопротивлешш . Для сравнения раз­
личных типов фотооойротивлений на рис* 3 ,а и 3,6 приведены спект­
ральные характеристики фотосопротивлений ФСК и ФСА. Из рис* 5 
видно, что наибольшую чувствительность в данной области спектра 
имеют фотосолротивления типа ФСА, максимум чувствительнооти кото­
рых приходится на длину волны А = 2,1 мк*

Основные параметры фотосопротивдений ФСА приведены в табли­
це !•  „ ^ -гТ а б л и ц а .  I

т г а г
ФСА

ШР*
ом в Р,

ВТ ■ЛШДЬ,
ФСА-І гг-ю^-ю*»
ФСА-1а
ФСА-6 (50-500)10^ 
ФСА-ГІ (А7-470)Ю^ 
ФСА-Г2

2 - 1 0 0  
2 - 2 0 0  
5 -  ?0 
А -  АО

1 0 ^

-И-

Ч X 7,5

162.
 ̂ X 7,5 

8 X 12
Из всех ФСА наиболее полно удовлетворяет денную систему из­

мерения по габаритным размерам сЦротивление ФСА-1а с рабочей пдо • 
щадью 4 X 7,5 мм* Для ФСА-ГІ о номинальным сопротивлением 470 ком 
максимальное рабочее напряжение должно быть не выше 47 в*

Максимальная выходная амплитуда сигналов после согласуюощх 
устройств и суммирования в зависймостн от качества оатйчесішх сио*< 
тем находится в пределах 0,03-0,01 в , что позволяет их попользо­
вать Д^я измерения уровня и.автоматического управления уровнем 
расплава в кристаллизаторах» Применение таких систем повышает 
равномерность структуры металла и снижает брав, зависящий от 
субъективных качеств операторов*

Л и т е р а т у р а
I* С в .е  т Д*Я* Температурное излучение металлов и некото­

рых веществ. ‘’Металлургия®, М*, 1%4*
2* О л е с S А*0* Фотореаистрры* “Энергия®, М*, 1%6*
3* Ч е ч и к Н*0« Фотоэлементы и их применение* ГШ, М*,

1955»
4* С а м м 6 р В* Фотозлементы в прошшлбпвооти* ГШ, М#,

J96I*
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